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Sachverhalt und Antrage>

0325.D

Die internationale Patentanmeldung PCT/EP. 98/01177
umfaRt 24 Patentanspriiche, von denen die Anspruche 1 bis
3, sowie die unabhangigen Anspriiche 18 und 19 folgenden

Wortlaut aufweisen:

‘"1. Konfokale mikroskopische Anordnung

bestehend aus einer Beleuchtungsanordnung zur -
rasterférmigen Beleuchtung eines Objektes,

ersten Mitteln zur Erzeugung einer ersten wellenlangen-
selektiven Aufspaltung des Beleuchtungslichtes

und zweiten Mitteln zur Erzeugung einer zweiten
wellenlangenselektiven Aufspaltung des vom Objekt

kommenden Lichtes, parallel fir mehrere Punkte des

Objektes

sowie Detektionsmitteln zur Erfassung der durch die

zweiten Mittel erzeugten Lichtverteilung."

"2. Konfokale mikroskopische Anordnung nach Anspruch 1,
wobei die ersten Mittel mindestens ein optisches Element
zur Erzeugung eines chromatischen Farblangsfehlers

sind."

"3. Konfokale mikroskopische Anordnung nach mindestens

einem der Anspriiche 1 oder 2, wobei das Objekt Uber eine

. Loch- oder Schlitzrasterscheibe beleuchtet wird.ﬁ

"18. Autofokus flr ein konfokales Mikroskop,

,wobei mindestens punktweise eine spektrale Aufspaltung

und Detektion eines wellenlangenselektiv beleuchteten
Objektbildes erfolgt und aus der Bestimmung der
E:eguenz-,und/oder'Intensitétéabweichung.vonueinemweiner
Objektlage entsprechenden vorgegebenen Referenzwert ein
Steuersignal zur Verstellung der Fokuslage mittels dér
vertikalen Objektposition und/oder des Abbildungssystems
des Mikroskopes erzeugt wird.™"
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‘Objekt stammende Licht detektiert und elektronisch mit

Objekt verglichen wird."
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S r19. Verfahren zur Ermlttlung von Abwelchungen

mlndestens eines ersten Hohenproflles von mlndestensi

t

einem gleichzeitig oder vorher_detektlerten zweiten
Héhenprofil, vorzugsweise zur Erfassung und/oder
Kontrolle von Defekten an Halbleiterstrukturen,

vorzugswelse mlttels eines konfokalen Mikroskopes nach

|
|
I
|
|
!

einem der Anspriiche 1 - 18,

wobei ein erstes Objekt mit einer Lichtquelle

Wellenléhgenselektiv beleuchtet wird und das vom erstlen

einem vorher oder gleichzeitig detektierten zweiten

(Im vorstehenden Wortlaut des Anspruchssl9 wurden zwei

offensichtliche Schreibfehler durch die Kammer

korrigiert.)

Die Unteransprlche 4 bis 17 bzw. 20 bis 24 sind direkk
oder indirekt auf die unébhéngigen Ahsprﬁche 1 bzw. 1P
zuruckbezogen.

Durch die Mittéilung vom 16. Juli 1998 wurde dle
Anmelderln vom Europalschen Patentamt in selner Funktlon
als Internationale Recherchenbehdrde gemaﬁ

Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert, zwéi
zusdtzliche Recherchengebiihren zu entrichten; da die
internationale Anmeidung drei Erfindungen umfasse und
somit nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit gemaﬁ
Regel 13.1 bis 13.3 PCT entspreche

Zur BegrlUndung ihrer Forderung fihrte die Internationélé
Recherchenbeh6rde an, daR die Anmeldung folgende Gruppen'

_von Erfindungen enthalte:.

1. Konfokale mikroskopische Anordnung mit Loch- oderf
Schlitzrasterscheibe (Anspriche 1 bis 17);

[

2. Autofokus fur ein konfokales Mikroskop (Anspruch i8);
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.und.

3, Verfahren zur E;mittlung von Abweichungen von
Hohenprofilen, wobei das von zwei Objekten stammende
. Licht elektronisch verglichen wird (Anspriiche 19 bis
24) . | |

Aus dem Vergleich der Anspriiche 1 bis 17 mit dem

nachstliegenden Stand der Technik, der durch das

Dokument EP-A-0 327 425 gebildet werde, ergebe sich, daR
die Béleuchtung des Objekts Uber eine Loch- oder
Schlitzrasterscheibe als ein besonderes technisches
Merkmal im Sinne von Regel 13.2 PCT angesehen werden
kénne. Die mit diesem besonderen technischen Merkmal
verbundene Wirkung sei in einer schnellen Abrasterung zu

sehen.

Fihre man einen derartigen paarweisen Vergleiéh'mit'dem
nachstliegenden Stand der Technik auch fir die beiden
anderen der vorliegenden drei Gruppen von Erfindungen
durch, so stelle man fest, daR die jeweils ermittelten
besonderen technischen Merkmale weder gleich noch
einander entsprechend seien, und daf diese Gruppen somit

nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee

- verbunden seien.

Insbesondere gelte dies fOr das besondere technische
Merkmal der Anspriche 19 bis 24 gegeniber

EP-A-0 327 425, das in dem elektronischen Vergleich des
von einem ersten, wellenldngenselektiv beleuchteten
Objekt stammenden Lichtes mit dem von einem zweiten

Objekt stammenden Licht gesehen werden kénne; wobei

.dieses Merkmal offenbar zur Ermittlung von Abweichungen

zwischen Hbhenprofilen diene.
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III. Mit der Eingabe vom 29. Juli 1998 hat die Anmelderin die
' geforderten zwei zusdtzlichen Recherchengeblhren |

entrichtet und gegeh die Zahlung der zusatzlichen Geblhr

bezliglich der Anspriche 19 bis 24 Widerspruch eingelégt.

Die Anmelderin vertrat die Auffassung, daR das ‘
beanspruchte Verfahren, wie in den ersten Worten desi

Anspruchs 19 zum Ausdruck komme, der,Ermittluﬁg von |
Abweichungen zweier Héhenprofile, also zur Defekt-
erkennung, diene, und damit unter die erfindungsgeﬁéﬁe,
Aufgabe falle, Waferdefekte hochgenau und schnell zu
erkennen.'Dievwellenselektive Béleuchtung entspreche |der
Erzeugung einer wellenléngenselektiven AufSpaltung des

Beleuchtungslichtes in Anspruch 1.

IV. -Auf ihren Widerspruch wurde die Anmelderin durch die
Internationale Recherchenbehdérde im Bescheid vom
12. November 1998 aufgefordert, gemdfs Regel 40.2 e) PCT

\
fir die weitere PrUfung des Widerspruchs eine i
Widerspruchsgeblhr zu entrichten, da eine ﬁberprﬁfund
der Zahlungsaufforderung flr die zusdtzliche : }

Recherchengeblihr deren Berechtigung bestdtigt habe.

In diesem Zusammenhang stellte die Internationale
Recherchenbehdérde fest, daf die wellenléngenselektiVe
Aufspaltung dés Beleuchtungslichtes aus dem
nachstkommenden Stand der Technik bekannt sei und
folglich kein besonderes technisches Merkmal im Sinne
der Regel 13.1 und 13.2 PCT sein koénne.

Entscheidungsgriinde
1.“ Zuléésigkeit des Widerspruchs ;

Der Widerspruch erfiillt die Voraussetzungen der |

Regel 40.2 PCT und ist somit zuldssig.

&

”
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Eiﬂheitlichkeitserfbrdernis ﬁach'Rege1.13 pCcT

Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale
Anmeldung nur auf eine Gruppe von Erfindungen beziehen,
die so zusammenhéngen, daR sie eine'einzige allgemeine

erfinderische Idee verwirklichen. Dieses Erfordernis ist

nach Regel 13.2 PCT nur erflullt, wenn zwischen diesen

Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in

~einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden

besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.
Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind
diejenigen technischen Merkmale zu Verstehen, die einen

Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum

- Stand der Technik bestimmen.

0325.D

Im Hinblick auf Regel 13.2 PCT stellen die PCT

Richtlinien fur die Internationale Recherche fest (siehe

-PCT International Search Guidelines as in force from

18 September 1998, PCT Gazette Special Issue, 8 October
1998, Chapter VII-9), daR ein Einheitlichkeitsmangel

sowohl "a priori" als auch "a posteriori" auftreten

“kann. Letzteres ist dann der Fall, wenn ein bei der

'”internationalen Recherche aufgefundenes Dokument die

Neuheit oder erfinderische Tatigkeit beim Gegenstand
eines Hauptanspruchs in Frage stellt, so da® kein
technischer Zusamménhang mehr zwischen den beanspruchten
Erfindungen besteht, der auf einem oder mehreren
identischen oder entsprechenden besondérenvtechnischen

Merkmalen beruhen wirde.
Ansprtliche 1 bis 17

Im vorliegenden Fall stiitzt sich der von der =
Internationalen Recherchenbehdrde erhobene Einwand der
Uneinheitlichkeit auf das Dokument EP-A-0 327 425
(= Dokument D1) als néchstliegénden Stand der Technik,

d. h. dieser Einwand ist a posteridri erfolgt.
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Beleuchtung eines Objektes (siehe D1, Spalte 6,

- zur Erzeugung einer zweiten wellenlangenselektiven

-6 - ' ‘ W 0007/00

Der genannte Stand der Technik zeigt bereits eine
konfokale mikroskopisché Anordnung (siehe D1, Figur 4A
in Verbindung mit dem zugehorlgen Text), bestehend aus

einer Beleuchtungsanordnung 11 zur rasterformlgen
Zeilen 19 bis 23), ersten Mitteln 30 zur Erzeugung einer
ersten wellenlangenselektiven Aufspaltung des ‘

Beleuchtungslichtes 21, z2, z3, und zweiten Mitteln 32

Aufspaltung des vom Objekt kommenden Lichtes, paralle

SR

fir mehrere Punkte des Objekts, sowie Detektionsmitteln

20 zur Erfassung der durch die zweiten Mittel 32

erzeugten Lichtverteilung.
Demnach sind alle Merkmale des Anspruchs 1 durch die
genannte Entgegenhaltung vorweggenommen.

i

Da die bekannten ersten Mittel 30 auch mlndestens eln

- optisches Element zur Erzeugung eines chromatischen

Farblangsfehlers sind (siehe D1, Spalte 6, Zeilen 4 bis
15), ist das zusatzliche Merkmal des Anspruchs 2
ebenfalls aus D1 bekannt, wdhrend das erste gegeniiber D1
neue Merkmal (i), das eine Beleuchtung des Objekts Uber
eine Loch- oder Schlitzrasterscheibe betrifft, im
Anspruch 3 enthalten ist. Durch die Verwendung einer
derartigen Scheibe wird offenbar eine schnelle
Abrasterung des Bildes erzielt (siehe Seite 4, Zeilen| 1
bis 10 der Anmeldung).

Somit ist der Internationalen Recherchenbehdérde darin
zuzustimmen, daR erst der Gegenstand des Anspruchs 3

durch das besondere technische Merkmal (i) einen Beitrag

Diese Feststellung ist von der Anmelderin im

Widerspruchsverfahren auch nicht bestritten worden.
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Ansprﬁche_l9 bis 24

Der Widerspruch der Anmelderin richtet sich

‘ausschlielich gegen die Zahlung einer zuéétzlichen

Recherchengeblihr fiir die Gegensté&nde der Anspriche 19
bis 24.

Aus der Entgegenhaltung D1 ist bereits ein Verfahren ZUur

" Ermittlung eines Hohenproflles ,1nsbesondere zur

Inspektion von mikroelektronischen Objekten, mittels
eines konfokalen Mikroskops des in den vorliegenden
Ansprlchen 1 und 2 definierten Typs bekannt, wobei ein
Objekt mit einer Lichtquelle wellenléngenseléktiv
beleuchtet und das vom Objekt stammende Licht detektiert
wird (siehe D1, Spalte 1, Zeilen 4 bis 11; Spalte 6,

- Zeilen 35 bis 42 sowie die Figur 4 in Verbindung mit dem

zugehdrigen Text). Dabei geht nach Auffaséung der Kammer
aus der in D1 bevorzugten Verwendung fiir die Kontrolle
von mikroelektronischen Bauelementen implizit hervor,
daR das bekannte Verfahren zur Ermittlung von
Abweichungen zwischen Hbhenprofilen von verschiedenen
Objekten dienen kann, indem das vdn einem mikro-
elektronischen Objekt detektierte HOhenprofil mit einem

Sollprofil verglichen wird.

Folglich unterscheidet sich das Verfahren nach
Anspruch 19 im wesentlichen nur durch das Merkmal (ii).
vom nachstkommenden Stand der Technik, daR der
Hoéhenprofilvergleich zwischen einem ersten Objekt und
einem vorher oder glelchzeltlg detektierten zweiten
Objekt auf elektronischem Wege erfolgt. Damit wird

offenbar eine weitgehend automatisierte Defekterkennung

bewirkt -(siehe Seite 5, vorletzter Absatz bis Seite 6,

erster Absatz der vorliegenden Anmeldung) .

Wie sich sofort aus einem Vergleich der Merkmale (i) und
(ii) ergibt, sind die Beitrige der Gegenstinde der
Anspriche 3 und 19 zum Stand der Technik weder
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" Somit wird das von der Ihternationaien Recherchenbehérde

. aufgefundene und zwar knapp, jedéch hinreichend

bestétigt.

=

|
W 0007/00

identisch, noch einander entsprechénd, da sie sich aqf
. . |

unterschiedliche Aufgabenstellungen (schnelle i

Abrasterung bzw. automatisierte Defekterkennung) |

beziehen (siehe in diesem Zusammenhang die Entscheid@ng

W 2/95, nicht im ABL. EPA verdffentlicht; Punkt 6.3 der

Entscheidungsgriinde) . ' ’ j

begriindete Ergebnis von der Kammer im wesentlichen

Die Anmelderin'weist in ihrer Begrﬁhdung des . |
Widerspruchs lediglich daraufvhin, daR das Verfahren

nach Anspruch 19 zur Defekterkennung diene und sich |
unter die in der Anmeldung,formuliertevAufgabenstelldng
(siehe Seite 3, erster Absatz), Waferdefekte hochgenau

und schnell zu erkennen, unterordne.

Nach Auffassung der Kammer beziehen sich jedoch die
tatsdchlich gegentber dem Stand der Technik geldsten

Aufgaben_auf vdllig unterschiedliche Aspekte der

Datenerfassung und der DatenVerarbeitung im Rahmen der
bereits aus D1 bekannten (siehe Spalte 2, Zeilen 37 bis

48) und dort geldsten Ubergeordneten Aufgabenstellun%

einer schnellen H&henprofilkontrolle bei mikro- i
elektronischen Bauelementen (siehe die'obigen ‘ }

Ausfihrungen zu den Ahsprﬁchen 1 bis 3 und 19). Bei den
Merkmalen (i) und (ii) kann es sich daher nicht um i
einander entsprechende besondere technische Merkmale%im

Sinne von Regel 13.2 PCT handeln. S

' |
_ Ebenso wenig kann das von der Anmelderin noch angefihrte

Merkmal der wellenselektiven Beleuchtung bzw.

Aufspaltung des Beleuchtungslichtes als gemeinsames .

&
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'besonderes technisches Merkmal nach Regel 13.2 PCT
aufgefaRt werden, da es bereits aus D1 bekannt ist
(siehe insbesondere die, Figur 4A: wellenselektive

Aufspaltung zl, z2, z3).’

4.5 Aus diesen Grinden geniigt die internationale Anmeldung
nicht den Erfordernissen der Regel 13 PCT und die
Aufforderung der Internationalen Recherchenbehdrde, eine
zusatzliche Recherchengeblhr flir den Gegenstand der

Anspriche 19 bis 24 zu entrichten, war berechtigt.

-Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Der Widerspruch nach Regel 40.2 c¢) PCT wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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